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ZEISS FIB-SEM による 3D高精度材料解析・相関アプリケーションの共有 

本発表では、XRM/fs-Laser/FIB-SEM の相関観察ワークフロー、3D トラッキングマークを用いた高位
置精度の材料解析手法、二次イオン質量分析を用いた高質量精度の材料解析手法についてご紹介し
ます。 
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本発表についてのお問合せ先: 前田 悦男, etsuo.maeda@zeiss.com 
ニュースレター: https://www.zeiss.co.jp/microscopy/service-support/newsletter.html 
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